GUI program na zpracovani dat rentgenové reflektivity
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Me¢éteni rentgenové reflektivity se bézné vyuziva k vyhodnoceni parametri vzorki s tenkymi
vrstvami, jako jsou tloustky vrstev, jejich relativni elektronové hustoty a drsnosti rozhrani. Ke
zpracovani ziskanych dat Ize v n€kterych ptipadech vyuzit komeréné dostupny software, ktery
vSak postrada naptiklad implementaci gradientni hustoty. Proto se bézné¢ vyuziva vlastnich
vyptesiiovacich skriptti. Néaplni tohoto projektu tedy bude vytvoieni vlastniho programu
s grafickym uzivatelskym rozhranim na zpracovani dat z rentgenové reflektivity.

Préace na projektu zahrnuje tyto body:

1. Nastudovani teorie méteni rentgenové reflektivity, aby byla mozna jeji implementace
do vysledného programu

2. Vytvofeni vlastniho programu na zpracovani dat z méteni rentgenové reflektivity (bud’
v MatLabu nebo v libovolném programovacim jazyku jako stand alone aplikaci).
Program by m¢l umoznovat nasledujici: Navolit libovolny substrat, pocet vrstev a
jejich typ, pracovat s gradientnimi hustotami vrstev, pfi fitovani fixovat libovolny
pocet parametrl, implementovat dodatecné podminky omezujici fit (naptiklad rovnost
hustot na rozhrani vrstev).

3. Otestovani funkénosti vytvofené¢ho programu na zadaném vzorku dat
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Obrazek 1: Rentgenova reflektivita méfend s méd’enou lampou na vzorku
Pt(1 nm)/CoyFeGag sGep s(18 nm)/MgO(substrat)
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